Corectia OFFSET si GAIN la instrumentele de masura.

Corectia de OFFSET si GAIN corespund la anularea deplasarii de zero si
valorile indicate de acesta (yj) sa fie cat mai apropiate de valorile adevarate (xj)
ale etaloanelor folosite pe intervalul de masurd. Este important a se preciza si cu
aceasta ocazie ceea ce am insistat si Tn alte lucrari privind principiile
metrologice [1-3]:

(1)  efectuarea acestor corectii face parte din procedura generalda de
evaluare metrologica ;

(1))  evaluarea metrologicd priveste un instrument de masura 1n intregime si
nu componente ale acestuia Tn mod separat cum ar fi elementul
sensibil sau parti din blocul de conditionare si afisare a valorilor yj.
Metrologul primeste spre evaluare un instrument de masura sigilat si
echipat complet pentru utilizare avand nevoie numai de instructiunile
de operare.

(iii)) evaluarea metrologica a unui instrument de masurd constd in principal
in: (1) stabilirea conditiilor experimentale specifice pentru obtinerea de
rezultate repetabile si reproductibile; (2) stabilirea corelatiei intre
valorile impuse, xj si valorile yj pe intervalul de masura declarat; (3)
stabilirea si aplicarea corectiilor pentru ca diferentele Ixj — yjl sd fie
minime; (4) stabilirea surselor principale de erori si estimarea
contributiilor acestora la incertitudinea globala de masura.

In general ambele corectii isi au originea chiar in caracteristica elementului
sensibil. Un caz deja clasic 1l reprezintd sensorii electrochimici in special
electrozii de pH. Acestia isi modifica rapid cei doi parametri necesitand
etalonari si corectii la Tnceputul fiecarei serii de masurari.

Chiar daca sensorii au caracteristica stabila cu OFFSET = 0, blocul electronic de
conditionare a semnalului si transmitere a unitdtii pot introduce OFFSET si
uneori instabilitate. Astfel teslametrele care folosesc sensori Hall din ultima
generatie au numai corectic de OFFSET. {In ultimii ani au fost construite
componente active cu OFFSET practic zero (sub 1 puV) si cu stabilitate inaltd
(deriva mica), astfel cd apare ca neprofesional cazul unui instrument care
necesitd periodic corectie de OFFSET si GAIN bazat pe un sensor considerat de
calitate.

Experienta a dovedit ca indiferent de calitatea instrumentului de masurd in
intregime, este necesard miacar corectia de OFFSET. in cazul in care sunt
necesare cele doud corectii, acestea sunt in general legate intre ele si necesitd o
procedura unitara cu aceea de etalonare. Deci etalonarea unui instrument de
madsurd nu se va rezuma numai la a se stabili corelatia (xj,yj) si a contributiilor la
incertitudinea globala de masurda, ci si la optimizarea acestei corelatii in
principal prin corectiile de OFFSET si GAIN.



In graficul de mai jos este figuratd corelatia necorectata stabilitd prin etalonare
initiala a datelor (xj,yj) (dreapta B). Aceasta are o deplasare de zero (OFFSET)
si 0 pantd (GAIN) in mod evident diferite de dreapta ideald A pentru care xj = yj
(OFFSET = 0, GAIN = 1). Marimile OFFSET si GAIN ale corelatiei (xj, yj)
rezultd prin prelucrare statistica a acestor date impreuna cu o serie de alte
marimi importante cum ar incertitudinea globala de masura si a contributiilor de
diverse origini la ea (a se vedea formularul tipizat propus pentru Cetificatul de
Etalonare editat n Excel sub Windows®, [1-3]).

Procedura propusa pentru ajustarea caracteristicii B cat mai aproape de A consta
in urmatoarele etape:

1. Se traseaza caracteristica initiald B folosind 3-5 puncte uniform distribuite
pe intervalul de masura;

2. Se calculeaza marimile a si b pentru care yj = a*xj + b;

3. Se procedeaza la masurarea unei valori Xjo intermediare de pe intervalul
de masurd (o valoarea noud sau una dintre cele folosite la pct.1 si 2)
pentru care se masoara valoarea yjB;

4. se determina valoarea yjC = xjo + b care determina dreapta notata cu C
ce trece prin punctul (xj=0, yj=b) si are GAIN=1;

5. se corecteaza valoarea yjB la valoarea yjC numai prin ajustarea functiei
GAIN;

6. se corecteaza valoarea yjC la valoarea xj = yJA numai prin ajustarea
functiei OFFSET;

7. se procedeaza la masurarea (verificarea) unei noi valori xj sau repetarea
etalonarii de la pct.1 si 2 pentru a se stabili cat de aproape s-a mutat
dreapta C de dreapta ideala A.

Procedura descrisd mai sus se poate realiza usor printr-un program de calcul
(Excel). Exista o serie de instrumente de masura cum ar fi pH-metrele pentru
care aceste corectii sunt necesare frecvent, care au aceastd procedurd sub forma
de program in blocul deconditionare, prelucrare si afisare a datelor. Pentru astfel
de instrumente este util pentru operator de a verifica in paralel cele doud
proceduri (cea efectuatd de operator conform etapelor descrise mai sus si cea
operatd de instrumentul de masura prin programul propriu).
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